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FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 46: Cables, wires,
waveguides, RF connectors, RF and microwave passive components and accessories.

The text of this amendment is based on the following documents:

CDV Report on voting
46/736/CDV 46/769/RVC

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in\the report
on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will
remain unchanged until the stability date indicated on the AE€ website under
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the
publication will be

e reconfirmed,

e withdrawn,

o replaced by a revised edition, or

e amended.

Add, after Annex C, the following new‘Annex D (informative):

Annexe D
(informative)

Measurement of the transfer impedance of conductive
gaskets with controlled contact pressure

D.1 General

A well-known effect in contact physics is the dependence of the contact resistance to the
force F that is applied to the contact system. A typical progression of the contact resistance

follows ~pF=2/3 meaning that if the contact force is increased, the contact resistance is
decreasing based on an increasing number of microscopic contact points. Conductive gaskets
act in a similar manner. When the pressure acting on the gasket is increased, the resistance
of the transition through the arrangement contact surface 1 — gasket — contact surface 2 is
decreasing.

This annex gives the normative details whenever pressure controlled measurements of the
transfer impedance of conductive gaskets are required.
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D.2 Measuring equipment and auxiliary measuring devices

Typical measuring equipment and auxiliary measuring devices consist of:

e RF-generator and test receiver (test method A) or a network analyser (NWA) (test
method B,

o test fixture for the relevant specimen size,

eneratorand-test roacaivar)
eReratoaHateSt+He86eH e+

D.3 Test setup

The test set-up is shown in Figure D.1.

Receiver or
NWA Port 2
Generator or Test fixture
NWA Port 1 IEC

Figure D.1 — Testset-up

Figure D.2 shows the details of an exampgle®for a suitable test fixture enabling the
determination of certain contact pressures dufring the measurement.
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1 termination (only required for test method A: RF-Generator and test receiver)
2 housing lid
3 test specimen
4 connection to generator port (method A) or NWA Poft 1 (method B)
5 contact element
6 insulator
7 housing
8 pressure element
9 connection to test receiver port (méthod A) or NWA Port 2 (method B)

10 connection to pneumatic or hydraulic

11 manometer

Figure D.2 — Details of the test fixture

D.4 Test specimen

Specimens of size A are dimensioned for measurements up to 3 GHz, size B for
measurements up to 750 MHz (see Table D.1 and Figure D.3).

Table D.1 — Specimen size

Specimen size D1 D2
mm mm
A 40 min. 20

B 160 min. 80
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Test ring Specimens taken

from bars IEC

Figure D.3 — Specimen size and shape

The shape of the specimen results typically from the delivery shape of the gaskets under test;
test rings shall be prepared e.g. from gasket foils or sheets, test bars shall"be prepared e.g.
from gasket section or strips.

D.5 Measurement procedure

D.5.1 Test method A: matched RF-generator and test receiver

The test set-up is assembled according to Figure D.1 and’Figure D.2.

The terminating resistor value Zr4 shall be in aecordance with the source impedance of the
RF-generator Z5. The impedance of the test)receiver Zg shall be in accordance with the
source impedance of the RF-generator Z5..The impedance of the test cables Z; shall be in
accordance with the source impedance ofi.the RF-generator, so that Zg = Zg, = Zg = Z,,.

D.5.2 Test method B: un-matched"NWA measurement

The test set-up is assembled according to Figure D.1 and Figure D.2.
The terminating resistor is not used with method B.
The NWA shall be calibrated according to the manufacturer's specifications.

D.5.3 Both methods

The operational attenuation A4gy4(Z7 = ) of the test fixture with an open circuited DUT
(Z7 = x)‘shall be measured and recorded vs. frequency.

The operational attenuation 4'g,4 with the feed-through connector mounted to the plate or the
gdsket inserted is measured and recorded vs. frequency.

The operational attenuation of the gasket is then

Agpq = A'gyq ~ App1(Zy = )

Depending on the application, measurements of the transfer impedance can be taken at
different frequencies and compression forces or different thicknesses and varying shapes in
the course of compression, respectively.

The compression force and frequency are to be selected in accordance with manufacturer's
specification or customers option.
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D.6 Expression of results
D.6.1 Method A: matched RF-generator and test receiver measurement

The transfer impedance of the test specimen shall be calculated as follows:

|Z.|=1Z,|x10 2

where

Apa1 is the operational attenuation in dB;

Zy is the nominal characteristic impedance of the test setup, equal to theyimpedance of
the generator and receiver and the terminating resistor.

D.6.2 Method B: un-matched NWA measurement

The transfer impedance of the test specimen shall be calculated as follows:

g1
|Z:|= @x 10 20

where

821 s the operational attenuation in dB;

Zo is the nominal characteristic impedance of the test setup, equal to the impedance of
the network analyser.
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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 46 de I'lEC: Cables, fils, guides
d'ondes, connecteurs, composants passifs pour micro-onde et accessoires.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

CDV Rapport de vote

46/736/CDV 46/769/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information surléevote ayant
abouti a I'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication‘de base ne sera pas
modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de I'lEC sous, http://webstore.iec.ch”
dans les données relatives a la publication recherchée. A cette date;la publication sera

e reconduite,

e supprimée,

e remplacée par une édition révisée, ou

e amendée.

Ajouter, apres I'Annexe C, la nouvelleAnnexe D (informative) suivante:

Annexe D
(informative)

Mesure de I'impédance de transfert des joints
d’étanchéité conducteurs a pression de contact contrélée

D.1 Généralités

Un_effet bien connu en physique de contact est la dépendance de la résistance de contact a la
force F qui est appliquée au systéme de contact. Une progression type de la résistance de
contact suit ~F~2/3_ce qui signifie que si la force de contact est augmentée, la résistance de

contact diminue sur la base d’un nombre croissant de points de contact microscopiques. Les
joints d’étanchéité conducteurs se comportent de la méme maniére. Lorsque la pression
exercée sur le joint d’étanchéité est augmentée, la résistance de la transition a travers la
configuration surface de contact 1 — joint d’étanchéité — surface de contact 2 diminue.

La présente annexe donne les détails normatifs chaque fois que des mesures contrélées en
pression de I'impédance de transfert des joints d’étanchéité conducteurs sont exigées.
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D.2 Equipements de mesure et dispositifs de mesure auxiliaires

Les équipements de mesure et dispositifs de mesure auxiliaires types se composent:

e d’'un générateur RF et d’'un récepteur d'essai (méthode d’essai A) ou d’'un analyseur de
réseau (NWA, network analyser) (méthode d’essai B),

e d’une installation d’essai pour la taille de spécimen correspondante,

P dune-rdsistanca da tarminaicaon (mdathaode d essai A adndrateur PE ot rdcantaolir A’'accai)
e-HHhe+eststah -t H R aHS O R HRetRoae-a-855a-—gehRerateut—i~t +ec8ptetH—a-0858at)-

D.3 Montage d'essai

Le montage d’essai est représenté a la Figure D.1.

Port 2 du récepteur
ou de l'analyseur
Port 1 du générateur Installation d'essai de réseau
ou de 'analyseur de
réseau IEC

Figure D.1 — Montage d'essai

La Figure D.2 présente les détails d’'un exempl€ d’installation d’essai adaptée, permettant la
détermination de certaines pressions de contact au cours de la mesure.
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Légende

1 terminaison (uniquement exigée pour la méthode d’essai A: génerateur RF et récepteur d’essai)
couvercle du boitier

spécimen d'essai

connexion au port du générateur (méthode A) ou audport’1 de I'analyseur de réseau (méthode B)
élément de contact

isolateur

boftier

élément de pression
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connexion au port du récepteur d’essai (méthode A) ou au port 2 de 'analyseur de réseau (méthode B)
10 connexion au systéme pneumatique ou hydraulique

11 manometre

Figure D.2 — Détails de I'installation d’essai

D.4 Spécimen d’essai

Les spécimens de taille A ont des dimensions pour des mesures jusqu’a 3 GHz, ceux de taille B
pour.des mesures jusqu’a 750 MHz (voir Tableau D.1 et Figure D.3).

Tableau D.1 — Taille de spécimen

Taille de spécimen D1 D2
mm mm
A 40 min. 20

B 160 min. 80
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